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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES —

Part 5: Environmental, endurance and mechanical test methods

1) The If

FOREWORD
€ (:lltclllat;ulla: Hectrotechrteat CUIIIIII;DD;UII) ts—e—wottdwidte: uanll;l_at;ull for-standardization— mpriSing
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC isltd promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical'and electronic|fields. To

this ehd and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is

entrudted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject “dealt
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizatio

with th
for S

organjfzations.

(e
2) The fprmal decisions or agreements of the IEC on technical matters express; as nearly as po
interngtional consensus of opinion on the relevant subjects since each techmcal committee has repr
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3) The dpcuments produced have the form of recommendations for international use and are published i
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e |IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the laternational Organization

andardization (ISO) in accordance with conditions determined by agréement between

Il interested National Committees.
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the form
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4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International

Standprds transparently to the maximum extent possible. in{ their national and regional stand
divergence between the IEC Standard and the correspondihg national or regional standard shall

indical

">
5) The IEC provides no marking procedure to indicate \its 'cfpproval and cannot be rendered responsib
equipment declared to be in conformity with one of it\s standards.

6) Attent

of patg¢nt rights. The IEC shall not be held respansible for identifying any or all such patent rights.

Internat
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DISPOSITIFS D’AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES
ET A SEMICONDUCTEURS —

Partie 5: Méthodes d’essais d’environnement, d'endurance et mécaniques

1 Geénéralités

1.1 Domaine d’application objet

La presente partle de la CEI 61747 repertone les méthodes d’essai appllcables aux dispositifs
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méthodsé

Elle com
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- leu
— leu
- leu
— les

— les
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L'objet
indiguar
propriét

En cas
doit pré

1.2 R

Les dod
qui y eg
Au morm
est suje
CEl 617
des dog
registre

CEIl 600

bS d essai d’ enwronnement de Ia CEI 60068

prend en outre l'inspection visuelle des cellules et des modules d'affichage a cristaux
Cette norme est établie séparément de la CEIl 60749, puisque la technologie desdispositifs d’a
uides est complétement différente de celle des dispositifs & semiconducteurs en ce gui,concerne
s formes et dimensions;

s matériaux et dimensions;

fonction;

méthodes de mesure;

principes d’opération.

Les dispositifs incluent les cellules et les modules.

de la présente norme est d’établir desi:méthodes d’essai uniformes priy

t des valeurs préférentielles pour les niveaux de contraintes, permettant d’est
Bs environnementales des dispositifs d'affichage a cristaux liquides.

le contradiction entre la présentenarme et une spécification particuliére, cette
aloir.

bférences normatives

uments normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la r¢
t faite, constituentedes dispositions valables pour la présente partie de la CE
ent de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document
t & révision et\les parties prenantes aux accords fondés sur la présente par

uments nermatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEI et de I'lSO poss
des Normes internationales en vigueur.

68,/ ESsais d’environnement

ible, les

iquides.

ffichage a

ilégiées
mer les

Herniére

bférence

61747.
normatif
ie de la

47 sont invitées a rechercher la possibilité d’appliquer les éditions les plus fécentes

bdent le

CEIl 600

CEIl 600

68-1:1988, Essais d’environnement — Partie 1: Généralités et guide

68-2-1:1990, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essais A: Froid

CEI 60068-2-2:1974, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essais B: Chaleur seche

CEIl 60068-2-3:1969, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ca: Essai continu de

chaleur

humide

CEIl 60068-2-5:1975, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Sa: Rayonnement
solaire artificiel au niveau du sol
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LIQUID CRYSTAL AND SOLID-STATE DISPLAY DEVICES -
Part 5: Environmental, endurance and mechanical test methods

1 General

1.1 Scope and object

This part of IEC 61747 lists test methods applicable to liquid crystal display devices. It takes
into account, wherever possible, the environmental test methods outlined in IEC 60068

It also includes visual inspection for both liquid crystal display cells and-modules.
NOTE 1 4 This standard is established separately from IEC 60749, because the technology of\liquid crys{al display
devices i completely different from that of semiconductor devices in such matters as

— shalpe and size;

— used materials and structure;

— fungtion;

— medsuring methods;

— opdration principles.

NOTE 2 { Devices include cells and modules.

The objgct of this standard is to establish uniform preferred test methods with preferred values
for stregs levels for judging the environmental properties of liquid crystal display devices.

In case| of contradiction between this stapndard and a relevant specification, the latfer shall
govern.

1.2 Neormative references

The follpwing normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitufe provisions of thisypart of IEC 61747. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative-documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this [part of IEC 61747 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent gditions of thexnormative documents indicated below. Members of IEC and ISO [naintain
registerg of currentlyivalid International Standards.

IEC 60068-2-1:1990, Environmental testing — Part 2: Tests — Test A: Cold

IEC 60068-2-2:1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Test B: Dry heat
IEC 60068-2-3:1969, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat, steady state

IEC 60068-2-5:1975, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Sa: Simulated solar radiation
at ground level
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CEI 60068-2-6:1995, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Fc et guide: Vibrations
(sinusoidales)

CEI 60068-2-7:1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Ga: Accélération constante

CEI 60068-2-13:1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai M: Basse pression
atmosphérique

CEI 60068-2-14:1984, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai N: Variations de
température

CEI 60068-2-20:1979, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai T: Soudure

CEI 60068-2-21:1983, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai U: Robustgsse des
sorties ¢t des dispositifs de fixation

CEI 60068-2-27:1987, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essai Egq ef.guide: ¢hocs

CEI 60068-2-30:1980, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — EsSai Db et guide: Essai
cycliqug de chaleur humide (cycle de 12 + 12 heures)

CEI 60068-2-38:1974, Essais d’environnement — Partie 2: Essais’ —Essai Z/AD: Essailcyclique
composjte de température et d’humidité

CEIl 60068-2-45:1980, Essais d’environnement. — Partiel2: Essais — Essai XA e} guide:
Immersion dans les solvants de nettoyage

CEI 60747, Dispositifs a semiconduceurs
CEI 60747-1:1983, Dispositifs a semiconducteurs-= Dispositifs discrets — Partie 1: Généralités
Amendgment 1 (1991)
Amendgment 2 (1993)
Amendgment 3 (1996)
CEIl 60747-5:1984, Dispositifs a semiconducteurs — Partie 5: Dispositifs optoélectroniqyes
Amendgment 1 (1994)
Amendgment 2 (1995)
CEIl 60748-1:1984, Dispositifs .a semiconducteurs — Circuits intégrés — Partie 1: Généralités
CEI 60749:1996, Dispositifs a semiconducteurs — Essais mécaniques et climatiques

CEIl 61747:1998Dispositifs d'affichage a cristaux liquides et a semiconducteurs

1.3 Te¢rmes,) définitions et symboles littéraux

Pour lesbesoins de ta presente norme, t€s defintions et symbotes tittéraux de ta CEl 60068,
de la CEI 60747, de la CEI 60748 et de la CEl 61747-1 s’appliquent.

1.4 Conditions atmosphériques normales

Les conditions atmosphériques spécifiees dans la CEI 60068-1 s’appliquent.

1.4.1 Atmosphére normale de référence

Température: 25 °C
Pression atmosphérique: 86 kPa a 106 kPa (860 mbar & 1 060 mbar)
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IEC 60068-2-6:1995, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)
IEC 60068-2-7:1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ga: Acceleration, steady state
IEC 60068-2-13:1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test M: Low air pressure

IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature
IEC 60068-2-20:1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering

IEC 60068-2-21:1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test U: Robustness of

i ions and intearal mounting devices
terminatorRs-anRg HHEGHEHHRBHHHHAG-HeWHcEe

IEC 60068-2-27:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea and guidance? Shock

IEC 60068-2-30:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Db_and guidanc¢: Damp
heat, cyclic (12 + 12-hour cycle)

IEC 60068-2-38:1974, Environmental testing — Part 2: Tests —-(~Jest Z/AD: Cagmposite
tempergture/humidity cyclic test

IEC 60068-2-45:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test XA and guidance:
Immerslon in cleaning solvents

IEC 60747, Semiconductor devices

IEC 60747-1:1983, Semiconductor devices — Discrete devices — Part 1 — General
Amendment 1 (1991)

Amendment 2 (1993)

Amendment 3 (1996)

IEC 60747-5:1984, Semiconductor deyices — Part 5: Optoelctronic devices
Amendment 1 (1994)

Amendment 2 (1995)

IEC 60748-1:1984, Semiconductor devices — Integrated circuits — Part 1: General

IEC 60749:1996, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods

IEC 61747:1998, Liquid crystal and solid-state display devices

1.3 Te¢rms;definitions and letter symbols

For the [purpose of this standard, the definitions and letter symbols of IEC 60068, |IEQ 60747,
IEC 60748 and IEC 61747-1 apply.

1.4 Standard atmospheric conditions

The atmospheric conditions specified in IEC 60068-1 apply.

1.4.1 Standard reference atmosphere

Temperature: 25 °C
Air pressure: 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1 060 mbar)
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1.4.2 Atmosphere normale pour mesures et essais d'arbitrage

El:1998

Si les parametres des dispositifs d'affichage a cristaux liquides a mesurer dépendent de la
température, de la pression, de I'humidité, et que la loi de variation est inconnue, les
atmosphéres a spécifier doivent étre sélectionnées parmi les suivantes:

Température Humidité relative Pression atmosphérique
°C % HR kPa
20+1 45a75 86 a 106
25+1 45a 75 86 a 106
301 45a75 86 a 106
35+1 45a75 86 a 106

NG

TE — Les conditions atmosphériques pour les mesures initiales et finales doivent éfre’les mémeqg.

1.4.3

Sauf sj
conditio

Tempér
Humidit
Pressio

L’humid

1.4.4

Aprés |la période de conditionnementiet avant d'effectuer les mesures finales, il con

laisser
mesure

Les «conditions de reprise gontrolées» (voir 1.4.4.1) doivent étre appliquées si les par|

Conditions atmosphériques normales pour mesures et essais

N atmosphérique: 86 kPa a 106 kPa (860 mbar.a 1 060 mbar)

jté absolue de I'atmosphére ne doit pas\dépasser 22 g/m°.

Conditions de reprise

es spécimens se stabiliserca température ambiante, la température a laqy
5 doivent étre prises.

écification contraire, tous les essais et mesures doivent étre réalisés dans les
hs atmosphériques normales d’essai.

hture: 15°Ca35°C

B relative: 25 % a 85 % RH, selon le cas

vient de
elle les

ametres

électriglies a mesurer sontiinfluencés par I'humidité absorbée ou par les états de surflace des

considé

prescrit

spécimgns et varient™ rapidement, par exemple si la résistance d'isolement |s’éleve
rablement eny2 henviron aprés le retrait de I'enceinte humide.
Si les garamétres{électriques des spécimens influencés par I'humidité absorbée ou| par les
états dg surface-ne varient pas rapidement, la reprise peut étre conduite dans les cdnditions
s e 1:4.3.
Conditions de reprise controlees

1441

Sauf spécification contraire, toute reprise doit étre réalisée dans des conditions atmo-
sphériques contrblées.

Tempér

Humidit
Pressio

ature: la température réelle du laboratoire +1 °C a condition que cette
température soit dans les limites fixées en 1.4.3, c’'est-a-dire entre
15 °C et 35 °C.

é relative: 73 % a 77 % selon le cas

n atmosphérique: 86 kPa a 106 kPa (860 mbar & 1 060 mbar)

Avant de réaliser les mesures, les dispositifs doivent étre stockés jusqu’a ce que I'équilibre thermique
soit atteint. La température ambiante durant les mesures doit étre indiquée dans le rapport d’essai.
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1.4.2 Standard atmosphere for referee measurements and tests

If the parameters of liquid crystal display devices to be measured depend on temperature,
pressure, and humidity and the law of dependence is unknown, the atmospheres to be
specified shall be selected from the following:

Temperature Relative humidity Air pressure
°C % RH kPa
20+1 4510 75 86 to 106
25+1 45 to 75 86 to 106
301 4510 75 86 to 106
35+1 4510 75 86 to 106

NG

TE — Atmospheric conditions for initial and final measurements shall be the same.

1.4.3

Unless

atmosplheric conditions for testing.

Temper
Relative
Air pres

The abs

1.4.4

After the conditioning period and before“making the final measurements, the specimen

be allow
shall be

The “co
to be 1
specimg
within a

If the ¢
conditio

Standard atmospheric conditions for measurements and tests

ptherwise specified, all tests and measurements shall he carried out under s

Ature: 15°Cto 35 °C
humidity: 25 % to 85 % RH, where appropriaté
sure: 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1060 mbar)

olute humidity of the atmosphere shall notexceed 22 g/m3.

Recovery conditions

ed to stabilize at the ambjenttemperature, the temperature at which the measu
made.

htrolled recovery conditions” (see 1.4.4.1) shall be applied if the electrical par
neasured are affected by absorbed humidity or by the surface conditiong
ns, and change) rapidly, for example if the insulation resistance rises cong
bproximately.2-h after removal of the specimens from the humidity chamber.

lectricahparameters of the specimens affected by absorbed humidity or
ns do not vary rapidly, recovery may be carried out in the conditions specified ir

tandard

5 should
Fements

pmeters
of the
iderably

surface
1.4.3.

1.4.4.1 —CTontrolled recovery conditions

Unless otherwise specified, all recovery shall be carried out under controlled atmospheric
conditions:

Temperature: actual laboratory temperature +1 °C, provided that it is within the lim

in 1.4.3, that is between 15 °C to 35 °C.

Relative humidity: 73 % to 77 %, where appropriate
Air pressure: 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1 060 mbar)

its fixed

Before the measurements are made, the devices shall be stored until temperature equilibrium is
reached. The ambient temperature during the measurements shall be stated in the test report.
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Durant les mesures, les dispositifs ne doivent pas étre exposés aux courants d'air, a la
luminosité ou a d'autres influences susceptibles de provoquer des erreurs. L'environnement
doit étre contrélé pour éviter toute erreur.

Si la reprise et les mesures sont réalisées dans des chambres séparées, la combinaison des
conditions de température et d’humidité doit étre telle qu'aucune condensation ne se produise
a la surface des dispositifs lorsque le dispositif est transféré dans la chambre de mesure.

1.4.4.2

Procédure de reprise

Le dispositif doit étre placé dans la chambre de reprise dans les 10 min qui suivent la fin de

I'épreu
aprés |
spécime

rapidement aprés le retrait du spécimen de la chambre de reprise doivent étre“mesu

premier

1.45

Lorsqu'lin séchage assisté est requis avant le commencement dlune série de mesy
Ns suivantes doivent, sauf prescriptions contraires de |aSpécification particulig¢re, étre

conditio
appliqud

Tempér
Humidit
Pressio

Lorsque
séchagsd

15 E

Les arti

151 |

a) lacd
b) I'end
c) laqu

1.5.2 |

fin de la reprise, ces mesures doivent étre achevées 30 min aprés |e. (s
n de la chambre de reprise. Les caractéristiques que I'on s’attend a voirWarie

Conditions atmosphériques normales de séchage assisté

es au spécimen pendant 6 h.

fture: (55+2)°C

P relative: au plus 20 %

N atmosphérique: 86 kPa a 106 kPa (860 mibar a 1 060 mbar)

la température spécifiée pour l'essaicde chaleur séche est inférieure a 5
assisté doit étre effectué a cette température plus basse.

amen visuel et vérification des(dimensions

tles 5 et 6 sont applicablest

‘'examen visuel dojtiaclure

nformité et la permanence du marquage;
ommagement'de I'encapsulage, y compris des sorties;
alité de/l'encapsulage, y compris des sorties.

eg dimensions indiquées dans la spécification particuliére doivent étre vérifiéeq.

atement
trait du
[ le plus
rées en

res, les

b °C, le

1.5.3 Sauf spécification contraire, un examen visuel doit étre réalisé sous un éclairage
industriel normal et dans des conditions visuelles normales.

1.6 Mesures électriques et optiques

1.6.1 Pour les essais d’environnement, les caractéristiques a vérifier doivent étre sélection-

nées da

ns la partie correspondante de la CEl 61747.

1.6.2 Les conditions de mesure doivent étre conformes au tableau «Conditions des essais
d’endurance» dans la partie correspondante de la CEl 61747.
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During
influenc

measurements, the devices shall not be exposed to draught, illumination or other
es likely to cause error. The environment shall be controlled to avoid error.

If recovery and measurements are performed in separate chambers, the combination of
temperature and humidity conditions shall be such that condensation on the surface of the

devices

1.4.4.2

The de
conditio
after th

does not occur when the device is transferred to the measurement chamber.

Recovery procedure

vice shall be placed in the recovery chamber within 10 min of completing of
ning. Where the relevant specification requires measurements to be made immediately
E—TecoveTy period;, thesemeasurenments stat—be—commpteted—withim—36—mm of the

specimgn being removed from the recovery chamber. Those characteristics~wlich are

expecte
be mea

1.4.5
Where
conditio
the rele

Temper

Relativg humidity: not exceeding 20 %

Air pres

d to change most rapidly after the device is removed from the‘recovery, chamber shall
sured first.

Standard atmospheric conditions for assisted drying

assisted drying is required before commencing a seriesCof measuremepts, the
hs listed below shall be used on the specimen for 6 h, unless otherwise prescfibed by
ant specification.

hture: (655+2)°C

sure: 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1:060 mbar)

When the specified temperature for the dry heat tést is lower than 55 °C, assisted drying shall

be carri

1.5 Vi

Clauseq 5 and 6. are applicable.

151

a) the
b) dam

c) workmanship of the encapsulation, including terminals.

1.5.2 Dimensions given in the relevant specification shall be verified.

1.5.3
lighting

bd out at that lower temperature.

sual examination and verification-@f dimensions

isual examination shallNinclude

onformance and/permanence of the marking;
lage to the encapsulation; including terminals;

Inlpca Atharanen cnncifind viorial tnenn A~ hall h
MC oSS UtnCTwisT—SpComC U visuar ImiSpPTTt LLa v

and under normal visual conditions.

rermal factory

1.6 Electrical and optical measurements

1.6.1 For environmental testing, the characteristics to be checked shall be selected from the
relevant part of IEC 61747.

1.6.2 Measurement conditions shall comply with the table “Conditions for the endurance tests”
in the relevant part of IEC 61747.
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1.6.3 Mesures initiales

Si seuls les critéres relatifs a la limite de spécification supérieure et/ou inférieure sont
prescrits, il est laissé a la discrétion du fabricant de réaliser ou non des mesures initiales. Des
mesures initiales doivent étre faites si des valeurs individuelles servent de critere pour un

dispositi

f individuel.

1.6.4 Mesures controlées durant les essais d’environnement

A indiqu

1.6.5 Nresures finales

Lorsque
séqueng
séqueng
des disq

1.7 C

Les condlitions de fonctionnement électrique doivent étre définies dans les spécifications partig

2 Mé

Le choi
indiguer

21 R
2.1.1

L’'essai

2.1.1.1
Cet ess

Aprés I’

Le disp@sitif doit*€tre rejeté s’il présente une cassure, un flottement ou un déplaceme

entre la

er, le cas échéant.

I'essai est spécifié dans la spécification particuliere comme  partie intégran
e (sous-groupe) d'essais, des mesures sont prescrites seulement -a“la fi
e. Pour certains essais, tels que les essais de soudabilité ou d’endurance des
ositifs défectueux au niveau électrique ou optique peuvent étre utilisés.

bnditions de fonctionnement électrique

hodes d’essais mécaniques

des essais appropriés dépend du type de dispositifs. La spécification particul
quels sont les essais applicables.

bbustesse des sorties
Sorties par fils, broches ou conneéteurs a broches

) décrit dans la CEl 60068-2-21 est applicable.

Traction

Pssai, examiner.avec un grossissement de 3x a 10x.

sortie-ou-la connexion et le corps du dispositif.

hi doit étre conforme a I'essai Ual, avec les prescriptions spécifiques suivantes)

e d'une
h de la
sorties,

ulieres.

ere doit

ht relatif

2.1.1.2

Rliage

Cet essai doit étre conforme a I'essai Ub.

2.1.1.3

Voir CE

Torsion

| 60749, chapitre Il, paragraphe 1.3

Appliquée uniquement pour cellules avec épingle.

2.1.1.4

Voir CE

Couple

| 60749, chapitre I, paragraphe 1.4.2.

Appliqguée uniquement pour cellules avec épingle.
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1.6.3 Initial measurements

If only upper specification limit and/or lower specification limit criteria are required, it is left to
the discretion of the manufacturer whether initial measurements are made or not. Initial
measurements shall be made where individual values for an individual device are a criterion.

1.6.4 Measurements monitored during environmental testing

To be stated, where appropriate.

1.6.5 Final measurements

When the test is called for in the relevant specification as part of a sequence (sungroup) of

tests,
soldera

1.7 El

easurements are required only at the end of the sequence. For certain, tests,
ility or lead fatigue, electrically or optically defective devices may be used:

ectrical operating conditions

Electric@l operating conditions shall be defined in the relevant specifications.

2 Me

Choice
state wh

21 R
211

Test U,

2111

This tes

After teg

The deV
or termi

2.1.1.2

Chanical test methods

Df the appropriate tests depends on the type' of devices. The relevant specificat
ich tests are applicable.

bbustness of terminations
Wire terminations, pins or connectorsiwith pins

specified in IEC 60068-2-21, is applicable.

Tensile

t shall be in accordance with test Ual, with the following specific requirements.
t, examine under-3x to 10x magnification.

ice shall be~rejected if there is breakage, loosening or relative motion between
hation and the device body.

Bénding

such as

on shall

the lead

This tes

2.1.1.3

t shall be in accordance with test Ub.

Torsion

See |IEC 60749, chapter Il, subclause 1.3.

Applied

2.1.1.4

only for cells with pin.

Torque

See |IEC 60749, chapter Il, subclause 1.4.2.

Applied

only for cells with pin.
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2.1.2 Sorties flexibles

A I'étude.

2.2 Soudure

L'essai T décrit dans la CEl 60068-2-20 est applicable.

Cet essai doit étre conforme a I'essai Ta (méthodes 1, 2 et 3).

2.3 Vi

brations (sinusoidales)

L'essai H

2.3.1

Le nivequ maximal de vibration aux points de vérification et selon tout/axe perpendid

I'axe sp

2.3.2

Ne dépd

2.3.3
Point de
Point de
2.3.4

La spé

fréquen
celles d

Mouvement transversal

Bcifié ne doit pas dépasser 25 %.

Distorsion

sse pas 25 %.

Tolérances sur I'amplitude des vibrations
référence: £15%

vérification: +25 %

Séveérités

cification particuliere doit déterminer. la gamme de fréquences en choisig

ce inférieure parmi celles que donne le tableau 1 et la fréquence supérieur
U tableau 2:

Tableau 1 — Gamme de fréquence inférieure

Fréquence inférieure f;
Hz

¢ décrit dans la CEI 60068-2-6 est applicable, avec les prescriptions spécifiques suivlmtes.

ulaire a

sant la
e parmi

10

55

Tableau 2 — Gamme de fréquence supérieure

Fréquence supérieure f5
Hz

55
100
150
300
500
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2.1.2 Flexible terminations

Under consideration.

2.2 Soldering

Test T, specified in IEC 60068-2-20, is applicable.

This test shall be in accordance with test Ta (methods 1, 2 and 3).

2.3 Vi

bration (sinusoidal)

Test Fc

2.3.1

The ma
shall no

2.3.2

Not exc

2.3.3
Referen
Check @
2.3.4

The freq
from tal

specified in IEC 60068-2-6, is applicable, with the following specific requirenie

Transverse motion

imum vibration amplitude at the check points in any perpendicularito the speci
| exceed 25 %.

Distortion

peding 25 %.

Vibration amplitude tolerance

ce point:  +15 %
oint: +25 %
Severities

uency range shall be given inithe relevant specification by selecting a lower fr
le 1 and an upper frequencyfrom table 2.

Table 1 — Frequency range — Lower end

Lower frequency f;
Hz

10

Nts.

ied axis

pquency

55

Table 2 — Frequency range — Upper end

Upper frequency f,
Hz

55
100
150
300
500
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Les gammes recommandées sont données au tableau 3.

2.3.5

Les am
dans le

2.3.6
2.3.6.1

La duré
balayag

Tableau 3 — Gammes de fréquences recommandées

Gammes de fréquences recommandées,
de f1af,

Hz

1a55
10 a 55
10 a 300

10 a 500
55 & 500

Amplitude des vibrations

plitudes recommandées des vibrations avec une fréquence de.transfert sont ir
tableau 4.

Tableau 4 — Amplitude recommandée des vibrations

Amplitude du déplacement au-dessous Amplitude\de 'accélération au-dessus
de la fréquence de transfert deda fréquence de transfert
mm m/s? n

0,035 4.9 0,5

0,075 9,8 1,0

0,15 19,6 2,0

0,35 49,0 5,0

0,75 98,0 10,0
NOTE - La valeur indiquée dans letableau 4 s’applique aux fréquences de transfert
entre 57 Hz et 62 Hz.

Durée de I'enddrance
Endurance par balayage

e de<lendurance suivant chaque axe doit étre donnée en nombre de cy
b chaisi par la spécification particuliére parmi les valeurs suivantes:

1, 2,

2.3.6.2

5, 10,20

Endurance aux fréquences critiques

diquées

cles de

La durée de I'endurance selon chaque axe approprié et a chaque fréquence retenue pendant
I'’étude des fréquences critiques doit étre choisie par la spécification particuliére parmi les

valeurs

suivantes:

10 min £ 0,5 min

30 min £ 1 min

90 min =1 min

10 h

+5 min
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The recommended ranges are shown in table 3.

Table 3 — Recommended frequency ranges

Recommended frequency ranges,
from fyto f,

Hz

1to 55
10 to 55
10 to 300

10 to 500
55 to 500

2.3.5 Vibration amplitude

Recommended vibration amplitudes with cross-over frequency are shown in table 4.

Table 4 — Recommended vibration amplitudes

Displacement amplitude below Acceleration’ amplitude above
the cross-over frequency the cross-over frequency
mm m/s? n

0,035 4,9 0,5

0,075 9,8 1,0

0,15 19,6 2,0

0,35 49,0 5,0

0,75 98,0 10,0

and 62 Hz.

NOTE — The values listed apply in table 4 for cross-over frequencies between 57 Hz

2.3.6 pPuration of endunance

2.3.6.1 | EnduranCe-by sweeping

The durption.ef*the endurance in each axis shall be given as a number of sweep cycl
preference by'the relevant specification from the list given below.

bS given

1, 2,5, 10, 20.

2.3.6.2 Endurance at critical frequencies

The duration of the endurance in each appropriate axis at each critical frequency found during
the vibration response investigation shall be given preference in the relevant specification from

the list given below.

10 min = 0,5 min
30 min £ 1 min
90 min = 1 min
10 h £ 5 min
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2.3.7 Le corps du dispositif doit étre solidement attaché durant I'essai. Si une méthode est
spécifiée pour I'installation du dispositif, celle-ci doit étre utilisée pour fixer le dispositif.

2.4 Chocs

L'essai Ea décrit dans la CEI 60068-2-27 est applicable, avec les prescriptions spécifiques suivantes.

Les conditions doivent étre sélectionnées a partir du tableau 5, en tenant compte de la masse
du dispositif et de sa construction interne.

Tableau 5 — Conditions pour l'essai au choc

Accélération de créte A Durée correspondante D Variation de vitesse
I'impulsion nominale correspondante A V
Semi- Dent dé scie a
sinusoidale pointe finale
m/s2 (gp) ms m/s m/s
50 (5) 30 1,0 —

150 (15) 11 1,0 0,8

150 (15) 6 0/6 0,4

300 (30) 18 3.4 2.6

300 (30) 11 2,1 1,6

300 (30) 6 1,1 0,9

500 (50) 20 6,2 4,9

500 (50) 11 3.4 2,7

500 (50) 3 0,9 0,7

700 (70) 11 4,8 3,8

1 000 (100) 11 6,9 5,4

1 000 (100) 6 3.7 2,9

2 000 (200) 6 7,5 5,9

2000 (200) 3 3,7 2,9

NOTE — Les valeurs préférentielles sont soulignées.
La spécjficatioh.particuliére doit préciser la forme d’onde utilisée.
Le disppsitif doit étre soumis a trois chocs successifs, dans les deux sens de trgis axes

trirectangulaires choisis de maniére a révéler le mieux possible Tes défaillances, c’est-a-dire
18 chocs au total (voir article A.7 de la CEl 60068-2-27.) Les combinaisons privilégiées sont
soulignées.

Le corps du dispositif doit étre solidement fixé durant I'essai. Si une méthode d’installation est
spécifiée, elle doit étre utilisée pour fixer le dispositif.
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2.3.7 The body of the device shall be securely clamped during the test. If the device has a
specified method of installation, it shall be used to clamp the device.

2.4 Shock
Test Ea, specified in IEC 60068-2-27, is applicable, with the following specific requirements.
The conditions shall be selected from table 5, taking into consideration the mass of the device
and its internal construction.

Table 5 — Conditions for shock test

FEdk dlllpliluub‘ A bUllEprllUillg duration U bUllEprllUillg
of the nominal pulse velocity change A V
Half-sine Final-peak
saw-tooth
m/s2 (gp) ms m/s mys
50 (5) 30 1,0 =
150 (15) 11 1,0 0,8
150 (15) 6 0,6 0,4
300 (30) 18 3w 2.6
300 (30) 11 2,1 1,6
300 (30) 6 1,1 0,9
500 (50) 20 6,2 4,9
500 (50) 11 3.4 2.7
500 (50) 3 0,9 0,7
700 (70) 11 4,8 3,8
1 000 (100) 11 6,9 5,4
1 000 (100) 6 3.7 2,9
2 000 (200) 6 7,5 5,9
2 000°(200) 3 3,7 2,9
NPTE — Preferred valdes ‘are underlined.
The relgvant specification shall state the wave form utilized.
The deVice shall be subjected to three successive shocks, in both directions of three mutually-
perpendicular’axes chosen so that faults are most likely to be revealed, i.e. a total of 1§ shocks
(see clause’A.7 of IEC 60068-2-27.) The preferred combinations are underlined. |

The body of the device shall be securely clamped during the test. If the device has a specified
method of installation, it shall be used to clamp the device.


https://iecnorm.com/api/?name=668b63ac2da0efa20c7456fe2ecb4aa2

- 22— 61747-5 © CEI:1998

2.5 Accélération constante

L’essai Ga décrit dans la CEI 60068-2-7 est applicable, avec les prescriptions spécifiques suivantes.
Les conditions d’accélération doivent étre sélectionnées a partir du tableau 6.

Tableau 6 — Conditions d'accélération

Accélération

m/s?

30

50
100
200
500
1000
2 000

Méthodé:

L'accélgration doit étre appliquée pendant 1 min au moins dans les deux sens de trpis axes
trirectarjgulaires, sauf spécification contraire.

Le corpk du dispositif doit étre solidement fixé~durant I'essai. Si une méthode d’ingtallation
existe, ¢lle doit étre utilisée pour fixer le dispositif.

2.6 Es$sai de résistance de la liaison
Le but de cet essai est.de mesurerla résistance de la liaison ou de déterminer la copformité

avec dep prescriptions de résistance de liaison spécifiées. Cet essai est destiné a démpntrer la
résistanice de liaison de cébles ‘plats flexibles sur le dispositif.

2.6.1 Pescription générale de I'essai

Le cablg flexible plat doit subir-une traction comme indiqué sur la figure 1.

2.6.2 Préconditionnement

La méthaode, de préconditionnement doit étre conforme & celle prescrite dans la spédgification
particuligre-

2.6.3 Mesures initiales

Le spécimen doit étre examiné visuellement et vérifié au niveau électrique et mécanique,
comme le prescrit la spécification particuliére.

2.6.4 Méthode d’'essai (voir figure 1)
2.6.4.1 Application

Cet essai doit s’appliquer a la mesure de la résistance de liaison par cable flexible plat.
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2.5 Acceleration, steady state

Test Ga, specified in IEC 60068-2-7, is applicable, with the following specific requirements.

The acc

eleration conditions shall be selected from table 6.

Table 6 — Acceleration conditions

Acceleration

m/s?

Procedu

The acd
unless ¢

The bod
method

30

50
100
200
500
1000
2 000

re:

eleration shall be applied for at least 1 min, in4oth directions of the three maj
therwise specified.

y of the device shall be securely clamped-during the test. If the device has a g
of installation, it shall be used to clamp‘the device.

2.6 B¢nd strength test

The pur
bond st
flexible

2.6.1

pose of this test is to measure bond strength or to determine compliance with g
rength requirements. Thiswtest is intended to show the bond strength on de
flat cables.

General description of the test

The flexible flat cablelis pulled as shown in figure 1, with the substrate rigidly fixed.

2.6.2

The me

Preconditioning

hed of preconditioning shall be as prescribed in the relevant specification.

DI axes,

pecified

pecified
vices of

2.6.3

Initial measurements

The specimen shall be visually inspected and electrically and mechanically checked, as
required by the relevant specification.

2.6.4 Test method (see figure 1)

26.4.1

This tes

Application

t shall apply to the bond strength measurement of flexible flat cables.
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2.6.4.2 Procédure

Le substrat du dispositif présentant la liaison doit étre solidement fixé. Le cable flexible plat
doit subir une traction comme l'indique la figure 1 jusqu’a ce qu'il soit complétement détaché
du dispositif. La résistance de la liaison est déterminée d’aprés la valeur minimale indiquée par
le calibre.

Il convient que la vitesse de traction soit suffisamment faible.

Le mode de défaillance peut dépendre de la vitesse de traction.

2.6.5 Informations requises dans la spécification particuliére

Les détill”S suivants doivent étre fournis dans la mesure ou ils s’appliquent: Q

N

a) desgription de la fixation a pince et préparation du céble flexible plat; N\

b) préconditionnement; i

c) conditions d’'essai: ‘
— \itesse de traction; '~ X
— Valeur maximale de la force de traction;
— méthode d’enregistrement des données;

d) résutats d'essai:
— Jaleur minimale de la force de traction; \
— datégorie de séparation.

Calibre & \?
va-et-vient - (2,

Cable flexible

N\ IEC 692/98

Figure 1 — Exemple d'essai de résistance de liaison
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2.6.4.2 Procedure

The substrate of the bonded device shall be rigidly fixed. The flexible flat cable shall be pulled
as shown figure 1 until it is completely removed from the device. The bond strength is equal to
the minimum value indicated by the gauge.

Be aware that pull speed should be sufficiently low.

Failure mode may be dependent on the pull speed.

2.6.5 Information required in the relevant specification

The follpwing details shall be given as far as they are applicable:

N
a) desgription of the clamp attachment and preparation of the flexible flat cable;\

b) preconditioning; B
c) conditions of test: A D

— gpeed of pull; )

— rhaximum value of pull force; N O

— rmethod of data recording;

d) testfesults:
— minimum value of pull force;
— dategory of separation. \

IEC 692/98

Figure 1 — Example of bond strength



https://iecnorm.com/api/?name=668b63ac2da0efa20c7456fe2ecb4aa2

- 26 — 61747-5 © CEI:1998

3 Méthodes d’essai d’environnement et d’endurance

Le choix des essais appropriés dépend du type de dispositif. La spécification particuliere doit
indiguer quels sont les essais applicables.

3.1 Variations de température

L'essai N décrit dans la CEl 60068-2-14 est applicable.

3.1.1 Variations rapides de température: méthode a deux chambres

Cet essqi doit étre conforme & I'’essai Na avec les prescriptions spécifiques suivantes;

— I’hurpidité absolue de I'atmospheére ne doit pas dépasser 20 g/m3;

— la tgmpérature inférieure Tp sera spécifiée dans la spécification concernée et doit étre
choigie parmi les températures d’essai dans le tableau 7;

— la tgmpérature supérieure Tg sera spécifiée dans la spécification™concernée et @loit étre
choigie parmi les températures d’essai dans le tableau 8;

Tableau 7 — Température d'essai basse

Basse température Tp
°C
-50 +3 -30+3 -10+3
—-45+3 25+ 3 -5+3
~40+3 ~20+3 0+3
-35+3 -15+3

Tableau 8 — Température d'essai élevée

Température élevée Ty
°C
+100 = 2 +75 %2 +50 £ 2
+95 £ 2 +70 £ 2 +45 + 2
+90 £ 2 +65 £ 2 +40 = 2
+85—+2 +66—+2 +35—=+2
+80 £ 2 +55 £ 2 +30 £ 2

— la durée d’exposition t; pour chacune des deux températures dépend de la capacité
thermique du dispositif. Elle doit étre égale & 3 h, 2 h, 1 h, 30 min ou 10 min comme
spécifié dans la spécification particuliere. Lorsque la spécification particuliéere ne prescrit
aucune période d’exposition, il y a lieu de prendre 3 h;

— la durée de variation t, dépend de la constante thermique du spécimen en essai. Il
convient que la durée du transfert soit de:

2 min a 3 min;
20sa30s;
moins de 10 s;


https://iecnorm.com/api/?name=668b63ac2da0efa20c7456fe2ecb4aa2

61747-5 © IEC:1998 - 27 —

3 Environmental and endurance test methods

The choice of the appropriate tests depends on the type of devices. The relevant specification
shall state which tests are applicable.

3.1 Change of temperature

Test N, specified in IEC 60068-2-14, is applicable.

3.1.1 Rapid change of temperature: two-chamber method

This test shall be in accordance with test Na, with the following specific requirements:

— the absolute humidity of the atmosphere shall not exceed 20 g/ms;

— the Jower temperature Tp shall be specified in the relevant specification and ghall be
chogen from the test temperature of table 7;

— the higher temperature Tg shall be specified in the relevant specification and ghall be
chogen from the test temperature of table 8;

Table 7 — Low test temperature

Low temperature Tx
°C
-50+3 =30 +3 -10+3
—-45 +3 -25% 3 -5+3
—-40 =3 20 +3 0+3
—-35 +3 -15+3

Tableau 8 = High test temperature

High temperature Tg
°C
+100 + 2 +75 2 +50 = 2
+95 + 2 +70 =2 +45 = 2
+90 = 2 +65 = 2 +40 = 2
+85 £ 2 +60 £ 2 +35 2
+80 = 2 +55 + 2 +30 =2

— the exposure time t; of each of the two temperatures depends upon the thermal capacity of
the device. It shall be 3 h, 2 h, 1 h, 30 min or 10 min as specified in the relevant
specification. Where no exposure period is prescribed in the relevant specification it is
understood to be 3 h;

— the choice of transition time t, depends on the thermal time constant of the test specimen.
The transition time should be:

2 min to 3 min;
20 sto 30 s;
less than 10 s;
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— le premier cycle comprend les deux durées d’exposition t; et les deux durées de variation &,
(voir figure 2);

— le nombre de cycles doit étre de 5 ou 10, sauf spécification contraire dans la spécification
particuliére;

— mesures initiales:

examen visuel externe;

essais mécaniques, électriques et optiques: comme indiqué dans la spécification particuliére;
— mesures finales:

examen visuel externe;

essais mécaniques, électriques et optiques: comme indiqué aux mesures initiales et
gdarstaspecificatiom particutiere:

9 /
o !
S
<
<
(8]
< A B
(] —
©
o Temps t
= 4 t 4
¢ — 7 |- - |
\8_ h I

! !
E \ \

,,,,, v
Ta 3
—— < —
10 Premier cycle

IEC 693/98

A £ début du premier cycle
B F fin du premiercycle et début du-Sécond cycle
NQTE — La courbe en pointillé est'expliquée en 1.3.1.5 de la CEIl 60068-2-14.

Figure 2 — Profil de température

3.1.2 |itesse deyariation de température spécifiée: méthode a une chambre
Cet esshi doit étre conforme a I'essai Nb, avec les prescriptions spécifiques suivantes:

— I'hurpidité absolue de I'atmospheére ne doit pas dépasser 20 g/m3;

— la temperature INferieure T Sera specifiee dans la speciiication concernee et doit étre
choisie parmi les températures d’essai dans le tableau 9;

— la température supérieure Tg sera spécifiée dans la spécification concernée et doit étre
choisie parmi les températures d’essai dans le tableau 10.

Tableau 9 — Température d'essai basse

Basse température Tp,

°C
-50+3 -30+3 ~10+3
453 253 543
—40+3 203

0+3
-35+3 -15+3
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— the first cycle comprises the two exposure times t; and the two transition times t, (see
figure 2);

— the number of cycles shall be 5 or 10, unless otherwise specified in the relevant specification;

— initial measurements:
an external visual examination;
mechanical, electrical and optical tests: as given in the relevant specification;

— final measurements:
an external visual examination;

mechanical, electrical, and optical tests: as specified at the initial measurements and in
the relevant specification.

Time t

Temperature in the chamber

10 Eirst'cycle

I
|

IEC 693/98

A F start of first cycle
B F end of first cycle and start of second cycle
NQPTE — The dotted curve is exptained in 1.3.1.5 of IEC 60068-2-14.

Figure 2 — Temperature profile

3.1.2 PBpecified change rate of temperature: one-chamber method
This test shall be in~accordance with test Nb, with the following specific requirements:

— the absolute*humidity of the atmosphere shall not exceed 20 g/ms;

— the Jower temperature Tp shall be specified in the relevant specification and ghall be
chosermfromthetesttemperature of tabie™s;

— the higher temperature Tg shall be specified in the relevant specification and shall be
chosen from the test temperature of table 10.

Table 9 — Low test temperature

Low temperature Tp

°C
-50 +3 -30+3 -10+3
—-45 + 3 -25+3 -5+3
-40 + 3 -20+3 0+3
-35+3 -15+3
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Table 10 — Température d'essai élevée

Température élevée Ty
°C
+100 * 2 +75%2 +50 + 2
+95 %2 +70 %2 +45 £ 2
+90 % 2 +65 %2 +40 %2
+85+ 2 +60 %2 +35 £ 2
+80 %2 +55 %2 +30 %2

— la durée d’exposition t; pour chacune des deux températures dépend de (la-tapacité
thermique du dispositif. Elle doit étre égale & 3 h, 2 h, 1 h, 30 min ou 10-min|fcomme
spédifié dans la spécification particuliere. Lorsque la spécification particuliére nelprescrit
aucyne période d’exposition, il y a lieu de prendre 3 h;

— la pfocédure constitue un cycle (voir figure 3); la température def\la chambre doit étre
abaissée ou élevée avec une vitesse moyenne déterminée sur une- période inférljeure ou
égale a 5 min de 1 £ 0,2 °C/min, 3 + 0,6 °C/min ou 5 + 1~°C/min, sauf spécification
contraire dans la spécification particuliere;

— le ndmbre de cycles doit étre de 2, sauf spécification contraire dans la spécification particufiére;

— mesres initiales:

gxamen visuel externe;
gssais mécaniques, électriques et optiquesi' comme indiqué dans la spégification
particuliére;

— mespres finales:

gxamen visuel externe;
gssais mécaniques, électriques-et optiques: comme indiqué dans les mesures|initiales
gt dans la spécification particuliere.

aH———— =Ny = ———-

4

£ h

< —— —

<

o

K]

() A —

© —

[ Temps t

=}

o b

@ e _—

o

£

()

= TA RN PR

Premier cycle Deuxieme cycle

IEC 694/98
A = début du premier cycle

Figure 3 — Profil de température
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Temperature in the chamber

Table 10 — High test temperature

High temperature Ty
°C
+100 = 2 +75 £ 2 +50 £ 2
+95 + 2 +70 £ 2 +45 + 2
+90 £ 2 +65 £ 2 +40 + 2
+85 %2 +60 £ 2 +35+2
ToU T Z TOO T £ TOU T Z

the ¢xposure time t; of each of the two temperatures depends upon the heat'sapacity of the
devite. It shall be 3 h, 2 h, 1 h, 30 min or 10 min, as specified in the relevant specification.
Where no exposure period is prescribed in the relevant specification it'is understood to pe 3 h;
the |following procedure constitutes one cycle (see figure 3); the\. temperaturgd of the
chamber shall be lowered or raised at a rate which, averaged over a period of rnot more
than| 5 min, is either 1 + 0,2 °C/min, 3 £ 0,6 °C/min or 5 £ @ °C/min, unless otherwise
spegified in the relevant specification;
the number of cycles shall be 2, unless otherwise specified’in the relevant specification;
initigl measurements:

an external visual examination;

mechanical, electrical and optical tests: as given in the relevant specification;
finallmeasurements:

an external visual examination;

mechanical, electrical and optical-tests: as specified at the initial measurementp and in

the relevant specification.

A
!

Tim|

Y

First cycle

i

Y

1

Second cycle

A = start of first cycle

Figure 3 — Temperature profile

IEC 694/98
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3.2 Stockage (a température élevée)

La CEIl 60068-2-48 et I'essai B décrit dans la CEI 60068-2-2 sont applicables.

Cet essai doit étre conforme a I'essai Bb, avec les prescriptions spécifiques suivantes:

— la température doit étre sélectionnée a partir des valeurs indiquées ci-dessous, comme

spécifié dans la spécification particuliére:
+100 £ 2 °C
+95+2°C
+90+ 2 °C
485+ 2 °C
480+ 2 °C
475+ 2 °C
470+ 2 °C
465+ 2 °C
460+ 2 °C
455+ 2 °C
450+ 2 °C
445+ 2 °C
440+ 2 °C
435+ 2°C
430+ 2°C

— la dyrée doit étre sélectionnée parmi les valeurs données ci-dessous, comme indigué dans
la spécification particuliére:
2h

16 h
24 h
48 h
72 h
96 h
120 h
192 h
240.h
300 h
500 h
1000 h

— il est recommandé que I'humidité absolue de I'atmosphére ne dépasse pas 20 g/m3 (ce qui
correspond approximativement a une humidité relative de 50 % a 35 °C). Lorsque les
essais sont réalisés a une température inférieure a 35 °C, I'humidité relative ne doit pas
dépasser 50 %.
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3.2 Storage (at high temperature)

IEC 60068-2-48 and test B described in IEC 60068-2-2, are applicable.

This test shall be in accordance with test Bb, with the following specific requirements:

— the temperature shall be specified in the relevant specification. The values shall be
selected from those given below:

+100 + 2 °C
+95+2 °C
+90+2°C
185+ 2 °C
180 +2 °C
175+2 °C
170+ 2 °C
165 +2 °C
160 +2 °C
155 +2 °C
150 +2 °C
145+ 2 °C
140+ 2 °C
135+2°C
130+ 2 °C

— the Huration shall be selected from the values given below, as specified in the felevant
spegdification:
2h
16 h
24 h
48 h
72 h
96 h

120 h
192 h
240.h
300 h
500 h
1000 h

— the absolute humidity of the atmosphere should not exceed 20 g/m3 (corresponding
approximately to 50 % relative humidity at 35 °C). When testing is performed at a
temperature lower than 35 °C, the relative humidity shall not exceed 50 %.
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3.3 Stockage (& basse température)

La CEI 60068-2-48 et I'essai A de la CEI 60068-2-1 et de ses amendements 1 (1993) et 2 (1994)
sont applicables.

Cet essai doit étre conforme a I'essai Ab, avec les prescriptions spécifiques suivantes:

— la température doit étre sélectionnée parmi les valeurs données ci-dessous, comme

spécifié dans la spécification particuliére:
-50+3°C
-45+3 °C
140 +3°C
135+3°C
130+3°C
125+3°C
120+3°C
115+3°C
110+3°C
-5+3°C
0+3°C

— la ddirée doit étre sélectionnée parmi les valeurs données ci-dessous, comme indigué dans
la spécification particuliére:
2h

16 h
24 h
48 h
72 h
96 h
120 h
192 h
240 h
300 h
500 h
1 000'h

3.4 BTsse pression atmosphérique

L'essai M décrit dans la CEIl 60068-2-13 est applicable.

3.5 Essai continu de chaleur humide

L'essai Ca décrit dans la CEIl 60068-2-3 est applicable, avec les prescriptions spécifiques
suivantes:

— la température et I'hnumidité doivent étre sélectionnées a partir du tableau 11 et spécifiées
dans la spécification particuliere.
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3.3 Storage (at low temperature)

IEC 60068-2-48 and test A of IEC 60068-2-1 and its amendments 1 (1993) and 2 (1994) are
applicable.

This test shall be in accordance with test Ab, with the following specific requirements:

— the temperature shall be specified in the relevant specification. The values shall be
selected from those given below:

-50+3°C
—45 + 3 °C
140+ 3 °C
135£3 °C
130+ 3 °C
125+ 3 °C
120+ 3 °C
1+15+3°C
110+ 3 °C
-5+3°C

0+3°C

— the puration shall be selected from the values givenvbelow, as specified in the felevant
spedification:
2h
16 h
24 h
48 h
72 h
96 h

120 h
192 h
240 h
300 h
500 h
1 000h

3.4 Laowairpressure

Test M, specified in IEC 60068-2-13, is applicable.

3.5 Damp heat, steady state
Test Ca, specified in IEC 60068-2-3, is applicable with the following specific requirements:

— the temperature and humidity shall be selected from table 11 and specified in the relevant
specification.
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Tableau 11 — Conditions de température et d'humidité

Température Humidité

°C %

+40 £ 2
+50 £ 2
+60 + 2

60 + 2 93*2
+70 £ 2

+80 £ 2

o

+85 % 2 +85+5

— la dlirée doit étre sélectionnée a partir des valeurs indiquées ci-dessous gt spécifi

la sq

3.6 Ej

L'essai

3.7 Ej

L’'essai
suivantg

— la dd
— lorsd

écification particuliere:

2h
16 h
24 h
48 h
72 h
96 h
120 h
192 h
240 h
300 h
500 h
1000h

sai cyclique de chaleur hufnide (cycle de 12+12 heures)

Db, décrit dans la CEI'60068-2-30, est applicable.

sai cyclique composite de température et d’humidité

Z/AD, décrit\dans la CEI 60068-2-38, est applicable, avec les prescriptions spé
s:

rée(de*chaque état ne doit pas différer de la valeur spécifiée de plus £10 min;

ue.Vexposition aux conditions d’humidité, suivie de I'exposition aux conditions de

ee dans

cifiques

roid, est

réalisée dans une chambre, la température doit étre abaissée de 25 + 2 °C a -10 £+ 2 °C
pendant une durée ne dépassant pas 1,5 h. Le spécimen doit étre maintenu a basse
température pendant une durée de 3 h;

— les conditions d’humidité relative et de température du préconditionnement doivent étre
contrélées comme indiqué en figure 4;

— les conditions d’humidité relative et de température du conditionnement doivent étre contrélées
comme indiqué en figure 5a (avec exposition au froid) ou en figure 5b (sans exposition au

froid

)

— description d’'une phase température/humidité.
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3.6

Table 11 — Conditions of temperature and humidity

Temperature

°C

Humidity

%

+40 £ 2
+50 £ 2
+60 £ 2
+70 £ 2
+80 £ 2

o

+2
9377

+85 + 2

+85+5

the furation shall be selected from the values given below, as specified:inthe

spegification:

2h
16 h
24 h
48 h
72 h
96 h
120 h
192 h
240 h
300 h
500 h
1000h

Damp heat, cyclic (12+12-hour'cycle)

Test Db} specifiedin IEC 60068-2-30, is applicable.

3.7

Test Z//

Composite temperatdre/humidity cyclic test

duration of ‘each condition shall not depart from the specified value by more than *1

when the /exposure to moisture, followed by cold, is performed in one cham
temperature shall be lowered from 25 + 2 °C to —10 * 2 °C for a period of not more thg

D, specifiediin IEC 60068-2-38, is applicable, with the following specific require

relevant

ments:

D min;
ber, the

in 1,5 h.

The specimen shall be held at low temperature for a period of 3 h;

relative humidity and temperature conditions of the preconditioning shall be controlled as

shown in figure 4;

relative humidity and temperature conditions of the conditioning shall be controlled as

shown in figure 5a (with exposure to cold) or figure 5b (without exposure to cold);

description of temperature/humidity subcycle.
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La condition de température élevée doit étre sélectionnée a partir de 3.2, comme spécifié dans
la spécification particuliére.

a) La température de la chambre doit étre élevée de maniére progressive a la température
élevée spécifiée pendant une durée comprise entre 1,5 h et 2,5 h. Durant cette période,
I'humidité relative doit étre de (93 + 3) %.

b) La température et I'humidité relative dans la chambre doivent étre maintenues a la
température élevée spécifiée et (93 + 3) % respectivement pendant 5,5 h aprés le commen-
cement du cycle.

c) La température doit ensuite étre abaissée a 25 + 2 °C en un temps compris entre 1,5 h et
2,5 h. Pendant ce temps, I'humidité relative doit étre maintenue entre les limites de 80 %

et9

%.

d) 8 h|aprés le commencement du cycle, la température doit étre de nouveau_ el
manjére progressive a la température élevée spécifiée en un temps comprisientre

2,5

e) Lat
ratur
duc

fy Lat
2,5
et 9¢

g) Lad
25 +
de fi

. Pendant ce temps, 'humidité relative doit étre de (93 % 3) %.

bmpérature et ’humidité relative dans la chambre doivent étre maintenues a |4
e élevée spécifiée et (93 + 3) % respectivement pendant 13,5 h aprés le comme
ycle.

bmpérature doit ensuite étre abaissée a 25 + 2 °C en unAemps compris entre

%.

hambre doit ensuite étre laissée en fonctionnenent a une température stabi
2 °C et avec une humidité relative de (93 + 3) % jusqu’au commencement de |
oid ou jusqu’a la fin du cycle de 24 h selon le¢as.

bvée de
1,5 h et

tempé-
ncement

1,5 h et

N. Pendant ce temps, I'hnumidité relative doit/étre maintende entre les limites de 80 %

isée de
g phase
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The high temperature condition shall be selected from 3.2, as specified in the relevant
specification.

a) The temperature of the chamber shall be continuously raised to the specified high
temperature in a period of between 1,5 h and 2,5 h. During this period, the relative humidity
shall remain within the limits (93 + 3) %.

b) The temperature and relative humidity in the chamber shall be maintained at the specified
high temperature and (93 £ 3) % respectively during 5,5 h after the start of the cycle.

c¢) The temperature shall be allowed to fall to 25 £ 2 °C in a period of between 1,5 h and 2,5 h.
During this period, the relative humidity shall remain within the limits 80 % to 96 %.

d) Beg
the
the

e) The

f) The

g) The

as a

hudeity of (93 £ 3) % until the start of the cold subcycle or until the end of the 24

elative humidity shall be (93 + 3) %.

chamber shall continue to run at a stabilized temperature of 25 + 2 °C and

propriate.

nning 8 h after the start of the cycle, the temperature shall be continuously rpised to
Epecified high temperature in a period of between 1,5 h and 2,5 h. During\thig period,

temperature and relative humidity in the chamber shall -be maintained at the gpecified
high|temperature and (93 = 3) % respectively until 13,5 h after the start of the cycle.

temperature shall be allowed to fall to 25 + 2 °C in a periodsof between 1,5 h anjd 2,5 h.
Duripg this period, the relative humidity shall remain within the limits 80 % to 96 %.

relative
h cycle,
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Figure 5a — Conditionnement — Exposition a I’lhumidité suivie d’'une exposition au froid
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Figure 5a — Conditioning — Exposure to humidity followed by exposure to cold
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Figure 5b — Conditioning — Exposure to humidity not followed by exposure to cold
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3.8 Exposition a la lumiéere
3.8.1 Rayonnement solaire artificiel au niveau du sol

L'essai Sa décrit dans la CEI 60068-2-5 est applicable.

3.8.2 Autre rayonnement

A I'étude.

3.9 Essai ESD

La CEI $0747-1 et ses amendements 1 (1991), 2 (1993) et 3 (1996) sont applicables

Cet esqai doit étre conforme a l'article 3 du chapitre IX de la CEI 607471 et sonp amen-
dement|2 (1993).

4 Méthodes d’essai diverses

4.1 Pe¢rmanence du marquage

L'essai Ka décrit dans la CEl 60068-2-45 est applicable.

Le but de cet essai est de déterminer la permanence.du*marquage a la suite de la manjpulation
et de I'application d'un nettoyage type sur le dispositif:

4.1.1 [ondition

Seul un|solvant spécifié doit étre utilisé (y.cOmpris I'eau).

4.1.2 Mesure initiale

Le spécjmen doit étre examiné visuellement.

4.1.3 [onditionnement
Le marduage sur le dispositif doit étre frotté dans les conditions suivantes (sec ou moulllé):

— presgion de frottement: 5+ 0,5 N/cm?

— vitegse defrottement: 2 mouvements de frottement par seconde

- 5 m?uvements de frottement

4.1.4 Nature du tampon

Un matériau souple (par exemple coton ou papier mousseline) doit étre utilisé.

4.1.5 Mesure finale

Le spécimen doit étre examiné visuellement.
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3.8 Light exposure

3.8.1 Simulated solar radiation at ground level

Test Sa

, specified in IEC 60068-2-5, is applicable.

3.8.2 Other radiation

Under consideration.

3.9 ESD Test

IEC 607

This ted

4 Mis

47-1 and its amendments 1 (1991), 2 (1993) and 3 (1996) are applicable.

cellaneous test methods

4.1 Pe¢rmanence of marking

Test Xa

The pur
of typicd

4.1.1

Only sp

4.1.2

The spe

4.1.3
The ma

— rubb
— rubb
— 5 stn

specified in IEC 60068-2-45, is applicable.

pose of this test is to determine the permanence-of marking following handling
| cleaning procedures on the device.

Condition
beified solvents'shall be used (including water).

nitial measurement
cimen shall be visually inspected.
Conditioning

king on the device shall be rubbed under the following conditions (either dry or

ing pressufe: 5 +0,5 N/cm?
ing speed: 2 strokes/s
ok€s

t shall be in accordance with IEC 60747-1 and its amendment 2 (1993); Chg
clause 3.

pter IX,

and use

wet):

4.1.4 Rubbing material

Soft material (for example, cotton or lapping tissue paper) shall be used.

4.1.5

Final measurement

The specimen shall be visually inspected.
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4.1.6 Informations requises dans la spécification particuliére

Lorsque cet essai est inclus dans la spécification particuliére, les détails suivants doivent étre
indiqués:

a) nature du tampon;

b) mesure initiale;

c) mesure finale.

4.2 Essai de grattement

A I'étud
4.3 ES
A I'étud
5 Ins

ma

(Al
51 G
Les crité
— ladi

- ladi
- lety
— le dc
— la sé

A causqg
fait réfé

NOTE - |
d'essai al

5.2 In

5.2.1

\1%

sai de durabilité

\1"2

pection visuelle des modules d'affichage a cristaux liquides

riciels monochromes

exclusion des modules d'affichage a cristaux liquides a matrice active)
Bnéralités

bres d'acceptation des spécimens soumis a l'inspection visuelle dépendent de:
mension et le mode opératoire du dispaositif;

mension, le nombre et la position des éléments d'image;
be d'application;

maine de température;

vérité de l'inspection.

ence aux spécifications particuliéres et a des échantillons de référence.

‘inspection est efféctuee sur des afficheurs sans film de protection, soit a I'oeil nu, soit par un
tomatique.

Spection-viSuelle des afficheurs

Affichieur non activé

5.2.1.1

Conditions d'essai

A spécifier dans la spécification particuliére:

— cobne de visibilité;

— éclairage externe ou a travers le dispositif (selon I'application);

— durée;

— distance d'observation;

— température ambiante.

de ces facteurs, il n'est’en général pas possible de spécifier ces critéres; il ¢st donc

dispositif
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4.1.6

Information required in the relevant specification

When this test is included in the relevant specification, the following details shall be given:

a) rubbing material;

b) initial measurement;

c) final

measurement.

4.2 Scratch test (of face plate)

Under ¢

4.3 Li
Under ¢
5 Vis

disj

(EX
51 QG
The crit

— dimd
— dimg
— appl

onsideration.

e test

pnsideration.

Jal inspection of monochrome matrix liquid crystal
blay modules
cluding all active matrix liquid crystal display modules)

eneral
bria for the acceptance of specimens assessed bywisual inspection depend on:

nsion and mode of operation of the display;
nsion, quantity and position of picture elements;
cation;

— temperature range;

— insp

Becaust
referend

bction requirements.

b of this dependence, it.lis" not possible in general to specify these crite
e is made to detail specifications-and reference samples.

NOTE — The inspection is. made-on displays without protection sheet either with unaided eyes or by an

test set-u

5.2 Vi

5.2.1

5.2.1.1

To be s

D.
sual inspection-of displays
Display hot activated

Test/conditions

ria, and

automatic

peciiied In detall specification:

— viewing direction range;

— illumination from above or through the device (depending on the application);

— duration;

— viewing distance;

— amb

ient temperature.
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Procédure
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On doit rechercher les défauts visibles suivants:
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Critéres de rejet

Taches (voir figure 6), bulles, particules étrangéeres:

traces claires ou sombres sur fond clair ou sur fond sombre

Eraflures sur la cellule a cristal liquide et sur le polarisateur a

I'intérieur du céne de visibilité spécifié

Domm{4

Cumul

A spécifier dans la spécification
particuliére

A spécifier dans la spécification
particuliére

\ge mecanique en dehors de la zone d'observation

de défauts visibles des types ci-dessus

Structufe des électrodes visible a l'intérieur de la zone

d'obser

vation

Non-unfiformité de luminance et de couleur dans la zone

d'obsel
visibilit

Impure
reste d

b spécifié

adhésif

vation de l'afficheur et a I'intérieur du céne de

és sur la surface, par exemple traces de doigts,

A spécifier dans Ta spédification
particuliére

Echantillons de référenge

Echantillons de référenge

Echantillons de référenge

Echantillons de référenge

IEC 959194

A = encadrement

B = zone d'observation
C = défaut

h = hauteur

w = largeur

Figure 6 — Défauts a I'intérieur de la zone d'observation
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5.2.1.2

Procedure

Devices shall be inspected for the following visual defects:

Defect

Rejection criteria

Spots (see figure 6), bubbles, foreign particles:
light/dark stains light background, light/dark stains on dark
background

Scratches on the liquid crystal cell and on the polarizer

within t

e anpr‘ifinri \/ip\/\/ing direction range

To be specified in detail
specification

To be specified in detail
Qppr‘ifir‘afinn

Mechalfical damage outside of viewing area

Accum

Visible

ilation of above-listed visible defects

structure of the electrodes within the viewing area

Non-unfiformity of luminance and colours within the viewing

area of
range

Dirt on

the display and within the specified viewing direction

surface, e.g. finger prints, adhesive residue

To be specified indetai
specification

Reference samples
Reference samples

Reference samples

Reference samples

B A C JEC _Q8Q:04
A = bezel
B = viewing area
C = defect
h = height
w = width

Figure 6 — Defects within the viewing area
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5.2.2 Afficheur activé

5.2.2.1 Aspect géométrique général de l'afficheur (voir figures 7 et 8)

-52 —

—— e - -
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v

Figure 7 — Décalages et malformations d‘un'élément d'image carrée

IEC 960/94

Figure 8 — Bords dentelés d'éléments d'image
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5.2.2 Display activated

5.2.2.1 Overall geometrical aspect of the display (see figures 7 and 8)

—— e - -

Figure 8 — Notched edges of picture elements
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5.2.2.1.1 Conditions d'essai

A spécifier dans la spécification particuliere:
— conditions de commande électrique;

— éclairage;

— température ambiante.

5.2.2.1.2 Procédure

On doit vérifier la conformité du dispositif avec les feuilles particuliéres.

Caractéristique Critéres de rejet
Dimengion des éléments d'image Non conformeyé&rla spécifjcation
particuliére

Forme des éléments d'image
Non conforme a la spécifjcation

particuliere
Défaut Criteres de rejet

Eléments d'image manquants Non conforme a la spécifjcation
particuliére

Elémer)ts d'image indésirables Non conforme & la spécifjcation
particuliere

Activation des éléments d'image Non conforme a la spécifjcation
particuliére

Bord du joint de scellement débordant sur la zone Non conforme & la spécifjcation

d'obseljvation particuliere

5.2.2.2 | Défauts visiblesdans la zone d'observation
5.2.2.2.I Conditions d'essai
A spécifier dansTa spécification particuliere:

— conditiens de commande électrique;

— cbne de visibilité;

— éclairage externe ou a travers le dispositif (selon I'application);
— durée;

— distance d'observation;

— température ambiante.
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5.2.2.1.1 Test conditions
To be specified in detail specification:

— electrical driving conditions;
— illumination;
— ambient temperature.

5.2.2.1.2 Procedure

Devices shall be inspected to conformity with detail specification.

specification

Property Rejection critetia
Dimengion on picture elements Notin conformity-with thg detail
_ specification
Shape pf picture elements
Not in conformity with thg detail
specification
Defect Rejection criteria
Missing picture elements Not in conformity with thg detail
specification
Unwanted picture elements Not in conformity with thg detail
specification
Activation of the picture elements Not in conformity with thg detail
specification
Seal edge within viewing area Not in conformity with thg detail

5.2.2.2 | Visible defects of the viewing area
5.2.2.2.1  Test conditions
To be specifieduin detail specification:

— electrical driving conditions;

— viewing direction range;

— illumination from above or through the device depending on the application;

— duration;
— viewing distance;
— ambient temperature.
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5.2.2.2.2 Procédure

On doit rechercher les défauts visibles suivants:

61747-5 © CEI:1998

Défaut

Critéres de rejet

Trou d'épingle dans un élément d'image

Cumul de trous d'épingles plus petits qu'indiqué ci-dessus

Trous d'épingles dans la zone non activée entourant les

A spécifier dans la spécification
particuliére (voir figure 9)

Echantillons de référence

A spécifier dans la spécification

élémenfts dimage

Variatign du rapport de contraste entre des éléments
d'imang différents

Unifornpité de la luminance dans la zone d'observation
Unifornpité du contraste dans la zone d'observation

Non-unfiformité de la luminance et des couleurs dans la zone
d'obsenvation et a l'intérieur du cdne de visibilité spécifié

particuliere

A spécifier dans |a_spédification
particuliére

A spécifierydans la spédification
particulietre

A spécifier dans la spédification
pattieuliére

Echantillons de référenge

b

NN

AN,

h = hauteur w = largeur

1EC 962194

Figure 9 — Défauts a l'intérieur et autour des éléments d'image
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5.2.2.2.2 Procedure

Devices shall be inspected for the following visual defects:

Defect

Rejection criteria

A pin-hole within the picture element

Accumulation of pin holes the size of which is smaller than
specified above

To be specified in detail
specification (see figure 9)

Reference samples

Pin-holgswithimthe mon-activated surrounding area of the
picturelelements

Differefnce of contrast ratio between different picture
elements

Unifornpity of luminance within the viewing area

Uniformity of contrast within the viewing area

Non-unjiformity of luminance and colours within the viewing
area aryd within the specified viewing direction range

To be specified-mdetal
specification

To be specified indetai
specification

To be specified in detai
specification

To be specified in detai
spécification

Reference samples

b

NN

1
TSR

A

NN

~

h = height w = width

1EC 962194

Figure 9 — Defects within picture elements and their surroundings
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6.1
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Inspection visuelle des cellules d'affichage a cristaux liquides monochromes
(A I'exclusion des modules d'affichage a cristaux liquides a matrice active)

Généralités

Les criteres d'acceptation de spécimens soumis a l'inspection visuelle dépendent:

A causHd

est

NOTE - |

de la dimension et du mode opératoire du dispositif;

de la dimension, du nombre et de la position des pixels;
du type d'application;

du domaine de température;

de |:- cAvAritA da '
q A “ LI

Snee
vCTItC T TToPTT

d'essai aytomatique.

6.2
6.2
6.2

6.2

Les disq

A1

Inpection visuelle des afficheurs

.1 Afficheur non activé

cong de visibilité;

éclajrage externe ou a travers le dispositif (selon |'application);

durée;
distgnce d'observation;
température ambiante.

.1.2 | Procédure

Conditions d'essai a spécifier dans la spécification particuliere:

ositifs doivent étre-examinés pour rechercher les défauts visibles suivants:

de ces facteurs, il n'est en général pas possible de spécifier ces critéres;) référence
dong faite aux spécifications particulieres et & des échantillons de référence,

'inspection est effectuée sur des afficheurs sans film de protection, soit a l'oeil pu,,soit par un| dispositif

Défaut

Critéres de rejet

Taches| (voir figure 10), bulles, ‘particules étrangéres
Traces|claires ou sombres sur fond clair
Traces|claires guysombres sur fond sombre

Eraflurgs<urla cellule a cristal liquide et sur le polariseur a

A spécifier dans la spécification
particuliére
A spécifier dans la spécification
particuliére
A spécifier dans la spécification
particuliére

A spécifier dans la spéci[ication

I'intérielrdu_cone de visihilité Inréférpm‘ipl

Détérioration mécanique en dehors de la zone d'observation
(voir figures 14 et 15)

Cumul de défauts visibles des types ci-dessus

Structure des électrodes visible a l'intérieur de la zone
d'observation

Non-uniformité de luminance et de couleur dans la zone
d'observation de l'afficheur et a l'intérieur du céne de visibilité
préférentiel

Impuretés sur la surface, par exemple empreinte de doigt,
résidu de colle

Ihnn‘ir‘llli&\rn

A spécifier dans la spécification
particuliére

Echantillons de référence
Echantillons de référence

Echantillons de référence

Echantillons de référence



https://iecnorm.com/api/?name=668b63ac2da0efa20c7456fe2ecb4aa2



